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Resumo: O alinhamento e calibração de equipamentos de difração de pó são, geralmente, 
certificados por meio da medida de amostras padrão de referência. Estes materiais 
padrão de referência devem ter certas características, como parâmetros de cela muitos 
bem definidos e alta estabilidade. Para a determinação de tamanhos de cristalito e 
microdeformações, é necessário também determinar os parâmetros de alargamento 
instrumentais. Alguns materiais cerâmicos devidamente processados e tratados podem 
atender às especificações necessárias para sua utilização como materiais padrão de 
referência, em substituição aos padrões do NIST. Neste trabalho são apresentados 
resultados da certificação de amostras de Al2O3 e Y2O3 de alta pureza, devidamente 
processados e comparados com os padrões do NIST, medidos tanto em equipamentos 
convencionais como em dispositivos de difração com radiação síncrotron em 
configuração de alta resolução. Os resultados mostram que estas amostras atendem 
integralmente os requisitos para serem usados como padrões de difração de pó. 
 


